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QUALITATSSICHERUNG
BIS INS KLEINSTE
DETAIL.

Das Besondere an Quality Analysis: Fur alle
Materialien und jede Anforderung stehen Ihnen
bei uns die passenden Experten und
Analyseverfahren zur Verfugung.

Unsere Leistungsbereiche:
Industrielle Computertomographie
Industrielle Messtechnik
Technische Sauberkeit
Materialographie
Chemische Analytik
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WAS GIBT ES NEUES?

Analyse, Messung und Prifung elektrostatisch
sensibler Bauelementen (ESDS-Teile) in ESD-
Schutzzone

ESD-Schutzzone (EPA, eletrostatic protected area)
dauerhaft integrierte Bereiche oder mobil
aufbaubar

Einrichtung entspricht den Vorgaben der Norm
DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1), welche die
allgemeine Anforderungen zum Schutz von
elektronischen Bauelementen beschreibt

ESD-Kontrollelemente, wie z.B. Arbeitsflache, LED-
Lupenleuchte, Handgelenkarmband, Bodenbelag,
Stuhl und Bekleidung, wurden durch externes
Pruflabor qualifiziert

Regelmallige interne Verifizierung mit eigenen
kalibrierten Messgeraten

Geschultes, unterwiesenes Personal

Kontinuierliches Umgebungsmonitoring
(Temperatur und relative Luftfeuchte)

Zutritt des Personal in ESD-Schutzzone nur nach
Test der Ableitfahigkeit (PGT, personnel grounding
tester)
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INDUSTRIELLE
COMPUTERTOMOGRAPHIE
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DER ZERSTORUNGSFREIE BLICK
INS BAUTEILINNERE.

Mit Hilfe der Industriellen Computertomographie messen und analysieren wir die innere und dul3ere
Beschaffenheit Ihrer Bauteile und treffen Aussagen Uber Porositaten, Defekte, Risse, Wandstarken,
Montagezustande oder machen Soll-Ist-Vergleiche.

Rasche und zuverladssige Messergebnisse dank hoher maschineller und personeller Kapazitaten
Akkreditierte Messraume mit Uber 1.000 m?

Moderner und flexibler Maschinenpark: Varian, ZEISS und GE

Datenauswertung mit VG StudioMax 3.2 und GOM Inspect Professional

Kleinst- und Grol3bauteile aller Materialien

Mit viel Erfahrung und fundiertem Fachwissen holen unsere Experten das Beste aus jeder Analyse
heraus, damit Sie sich auf exzellente Messergebnisse verlassen kdnnen.
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WAS GIBT ES NEUES?

Mit unserem neuen hochauflosenden 3D-
Computertomograph GE nanotom m haben wir

nun die Moéglichkeit CT-Untersuchungen im Mikro-

und Nanometerbereich durchzufuhren.

Mit einer Detailerkennbarkeit bis zu 0,2 pm
kdnnen wir Material- und Bauteileigenschaften
noch hochaufldsender darstellen und die Lucke
zur Materialmikroskopie schliel3en.

Anwendungsbeispiele:

Hochauflésende Sicherheits- und
Qualitatsprufungen von Lithium-lonen-
Batterien

Analyse von Beschichtungen und
Materialeigenschaften

Struktur- und Schadensanalyse von
Elektronikkomponenten und Halbleiter

Detaillierte Analyse von Form,- Gro3en- und
Volumen von Pulverpartikel aus der additiven
Fertigung

+ TECHNISCHE DATEN GE nanotomm +

Erzielbare Voxel-MindestgrofRe: <300 nm (0,3 pm)
Spannung: 180 kV

Maximale Targetleistung der Elektronenquelle: 15 W
Probengrofle: 240 mm, Hohe: 250 mm
Probengewicht: 3 kg

5-Achsen-Technologie mit 360°-Rundtisch

Quelle: Carl Zeiss AG, General Electric Deutschland Holding GmbH
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WAS GIBT ES NEUES?

Korrelativer Workflow: NANO-CT und FIB-SEM

Die Materialforschung erfordert zunehmend
mehrstufige Untersuchungen oder die
Kombination verschiedener Analysemethoden
des gleichen Interessenbereichs.

Nehmen wir zum Beispiel eine Lithium-lonen-
Batterie: Mit der Nano-CT erhalten wir
verschiedene 2D- und 3D-Ansichten der Batterie
und kdnnen auf Kornebene die Verteilung des
aktiven Kathodenmaterials zerstorungsfrei
untersuchen. Die Verteilung, Homogenitat und
Dichte des aktiven Materials sind wichtige
Parameter, um die Leistungsfahigkeit der Batterie
zu bestimmen. Im korrelativen Workflow haben
wir nun die Méglichkeit, auffallige Stellen mit noch
hoherer Auflosung weiter zu analysieren. Die
detektierten Stellen kdnnen wir gezieltim
Crossbeam praparieren und analysieren. Durch
verschiedene Detektoren kdonnen wir weiterhin
beispielsweise Materialkontraste visualisieren und
durch ein qualitatives Mapping analysieren. oo WersbHberger. Amirens Kopp, Timo Beminaler.Gerpard Sennerdor | aier NSttt fir Marerialforschung:
a
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3D-COMPUTERTOMOGRAPHIE.

Zerstérungsfreie Analyse von komplexen Innen-und
Aullengeometrien

» Hochauflosende Darstellung des 3D-Volumens
mit einer Detailerkennbarkeit bis 0,3 pm

= Messtechnische Auswertung von
Regelgeometrien und Freiformflachen

= Geometrievergleich, wie z.B. Soll-Ist-Vergleich

= Vielseitige volumenbasierte Analysemoglich-
keiten, wie z.B. Defektanalyse, Porositats- und
Einschlussanalyse, Montagekontrolle,
Schaumstrukturanalyse

= Bauteile diverser Materialien mit bis zu 550 mm
Durchmesser und 1200 mm Hdohe

i iiiEEzei
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2D-RONTGENINSPEKTION.

2D-Réntgeninspektion fur zielsichere
Fehlererkennungin Echtzeit

» Hochauflésende 2D-Rdntgenbilder mit einer
Detailerkennbarkeit bis 0,5 ym

» Qualifiziertes und zertifiziertes Personal nach DIN
EN ISO 9712 sowie IPC-A 600 und IPC-A 610

» Flachenbasierte Analysemoglichkeiten durch
Planar-CT

= Vorabinspektion fur 3D-Computertomographie
und mikroskopische Materialanalysen

= Zerstdérungsfreie Prifung hochwertiger Aufbau-
und Verbindungstechnik, zum Beispiel fur die
Lotstelleninspektion oder Halbleiterinspektion
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TECHNISCHE AUSSTATTUNG.

Mit unseren vielseitigen CT-Anlagen haben wir die Moéglichkeit CT-Untersuchungen bis in den Mikro-
und Nanometerbereich durchzufuhren.

A

VARIAN 800 (450 kV, 3D-CT)

METROTOM 800 (225 kV HR, 3D-CT)

GE vl tome | x (300 kV, 3D-CT)

GE microme | x (180 kV, 2D-Rontgen)

GE nanotom m (180 kV, 3D-CT)

ZEISS Crossbeam 350 (FIB-SEM)

l T | l i

200 10 7 35 0,2 <0,01 Bestmdgliche Auflésung in pm
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TECHNISCHE AUSSTATTUNG.

Breites Leistungsspektrum fur unterschiedlichste Kundenanforderungen

Umfangreiche Analysemdglichkeiten im Bereich 2D-Réntgeninspektion und 3D-
Computertomographie unabhangig von Bauteilgréf3e und Material

GE nanotomm GE microme| x ZEISS Metrotom 800 GE v|tome|x Varian Actis 800
180kV 180kV 225kV 300kV 450kv
(2D-Rontgen)

'loJ

ORORA MOTION

Quelle: Carl Zeiss AG, General Electric Deutschland Holding GmbH
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INDUSTRIELLE
MESSTECHNIK
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SIE HABEN DIE MESSAUFGABE,
WIR DIE PASSENDE MESSMETHODE.

Ob TAKTIL, OPTISCH oder mit CT: Passend zu Ihrer Messaufgabe Uberprufen wir MalRhaltigkeit und
Oberflachenglte mit dem passenden Verfahren oder kombinieren verschiedene Methoden. Fur
termingerechte und wirtschaftliche Mess- und Analyseergebnisse:

= Rasche und zuverlassige Messergebnisse dank hoher maschineller und personeller Kapazitaten
= Akkreditierte Messraume mit tber 1.000 m?

= Moderner und flexibler Maschinenpark: Zeiss, Mitutoyo und GOM

= Kleinst- und GroBbauteile aller Materialien

Sie profitieren von allen Vorteilen der jeweiligen Verfahren. Mit viel Erfahrung und fundiertem
Fachwissen holen unsere Experten das Beste aus jeder Analysemethode heraus, damit Sie sich auf
exzellente Messergebnisse verlassen kdnnen.
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TAKTILE MESSTECHNIK.

Schnelle und prézise Uberpriifung vom EinzelmaR
bis zur Serienmessung %@

» Hochprazise Messung von Regelgeometrien,
Freiformflachen, Form- und Lage, Oberflachen-
und Konturen

= Flachenvergleich, wie z.B. Soll-Ist-Vergleich

= Sehr hohe Mal3genauigkeit bei Passungen und
Zahnradvermessung

= Messvolumen bis x = 1200, y = 3000,
z=1000 mm

» Erstbemusterung nach VDA und PPAP

= ';' A ﬁ’" ' ﬁ’” By =
e bs MBI R S

Mitutoyo ZEISS ZEISS ZEISS Mitutoyo ZEISS ZEISSPrismo ZEISS ZEISSPrismo Mitutoyo ZEISS
Crysta-Apex  O-Inspect Contura Accura Euro-C Apex Contura Naviagtor Accura Naviagtor Crysta-Apex Accura
X =505 X=2800 X=700 X=900 X=900 X=1000 X=1200 X=1200 X=1200 X=1200 X=1200
Y=705 Y =600 Y=1000 Y=1200 Y =1600 Y=1200 Y=1800 Y=1800 Y =2400 Y =2000 Y =3000
Z =405 Z=300 Z=600 Z=800 Z=600 Z=600 Z=1000 Z=1000 Z=1000 Z=1000 Z=1000

Quelle: Carl Zeiss AG, Mitutoyo Deutschland, GmbH
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KMG-CHECK &
STUFENENDMAAR.

Wir Uberprifen die Genauigkeit unserer Koordinaten-
messgerate in regelmaligen Abstanden nach DIN EN ISO
10360 und VDI/VDE 261.

Diese Uberprifung erfolgt mit einem 1540 mm langen
Stufenendmald fur die Achsen X/Y/Z und mit einem
universellen Prufkérper (KMG-Check). Die Basis des KMG-
Check ist ein biegesteifer Grundkorper, auf dem hochprazise,
kalibrierte MalRverkorperungen und Formnormale angebracht
sind, wie z.B. Einstellringe, Keramikkugeln, Flicknormale sowie
zwei Parallel-Endmale. Dadurch kdnnen Eigenschaften, wie
z.B. das Antastverhalten oder Scanning-Eigenschaften des
Messkopfes, Langenabweichungen oder
Vierachsabweichungen fur unser KMG mit Drehtisch erfasst
werden.

Beide Normale sind metrologisch ruckfGhrbar und werden
durch ein externes akkreditiertes Pruflabor Gberwacht. Durch
die regelmaligen Zwischenprufungen konnen wir die
Messmittelfahigkeit und Eignung unserer Systeme analog zur
Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 jederzeit
durchgehend gewahrleisten.

Die Kalibrierung und Priafung von Koordinatenmessgeraten
bieten wir auch als Dienstleistung bei Ihnen vor Ort an.
Unsere Experten informieren Sie dazu gerne: 07022 2796-832




OPTISCHE MESSTECHNIK.

3D-Digitalisierung fur die schnelle Erfassung aller

Aullengeometrien

= Messungvon Regelgeometrien und

Freiformflachen

= Vollstandige Bauteilanalyse und fruhzeitige
Trendanalyse innerhalb der Serienfertigung

= Flachenvergleich, wie z.B. Soll-Ist-Vergleich
= 3D-Digitalisierung und FlachenruckfUhrung
= Mobil einsetzbar, unabhangig von BauteilgrofRen

< won e

ZEISS GOMATOSQ GOMATOS5
O-Inspect (8M) (12M)
| 2
X =800 100x 70 x 60 mm?2 320x 240 x 240 mm?2
Y =600 170x 130x 130 mm?2 700x 530 x 520 mm?2
Z =300 270x 200 x 200 mm?2 1000 x 750 x 750 mm?2
350x 260 x 260 mm?2
500x 370 x 320 mm?2

Quelle: Carl Zeiss AG, GOM GmbH
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3D-COMPUTERTOMOGRAPHIE.

Zerstérungsfreie Analyse von komplexen Innen-und

Aullengeometrien

Messung von Regelgeometrien und
Freiformflachen

Flachenvergleich, wie z.B. Soll-Ist-Vergleich

Vielseitige volumenbasierte
Analysemoglichkeiten, wie z.B. Defektanalyse,

Porositats- und Einschlussanalyse,

Montagekontrolle, Schaumstrukturanalyse
Bauteile diverser Materialien mit bis zu 550 mm

Durchmesser und 1200 mm Hohe

Varian Actis 800

GE v|tome|x

ZEISSMetrotom 800

GE microme|x

GE nanotomm

450kV

300kV

225kV

180kV
(2D-Rontgen)

180kV

Quelle: Carl Zeiss AG, General Electric Deutschland Holding GmbH
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METROTOM

MESSTECHNIKS,




MESSTECHNIK3: KOMBINIERTE VERFAHREN
FUR PRAZISE ERGEBNISSE.

Setzen Sie auf exakte, prazise und effiziente Messergebnisse: Fur die Datenerfassung kombinieren
wir bei Bedarf die taktile und die optische Messtechnik sowie die 3D-Computertomographie. So
nutzen wir gezielt die jeweiligen Starken der eingesetzten Messverfahren flr Ihre Messaufgabe. Fur
eine hochprazise Uberprifung von Erstmustern, Werkstticken, Serien und mehr.

In einem umfassenden Gesamtbericht erhalten Sie alle Messergebnisse Ubersichtlich aufbereitet
sowie Zugriff auf die vollstandigen Messergebnisse - die perfekte Basis fur Ihre Produkt- und
Prozessentwicklung, die Prozessuberwachung und die Requalifizierung.

TAKTILE MESSTECHNIK

Hochgenaue Erfassung
von Passungen und
Zahnradvermessung

OPTISCHE MESSTECHNIK

Schnelle Erfassung
von AulRengeometrien und
Freiformflachen

AUSWERTUNGSSOFTWARE

Zusammenfuihrung der Datensatze
fur umfangreiche messtechnische
Auswertungen

DOKUMENTATION

Zusammenflhrung aller
Messergebnisse in einem
Gesamtbericht

3D-COMPUTERTOMOGRAPHIE

Digitale Erfassung
des gesamten Bauteilvolumens
(inkl. Innengeometrien/Hinterschnitte)
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TECHNISCHE SAUBERKEIT
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+ TECHNISCHE DATEN +
Integration in einem gesonderten ESD-Raum
WAS G I BT ES N E U ES? (Reinraumklasse 5 nach I1SO 14644)
° Partikelsaugextraktion mit manueller/roboter-
gestutzter FUhrung der Partikelsauglanze
Bauteile Uber Rasterspannsystem in modularere
Bauweise reproduzierbar aufspannbar

Mit unserer neuen Partikelsaugextraktion haben Bauteil kann zur Losung der Partike| vor oder
wir nun die I\/Iéglichkeit trocken und lose wahrend der Extraktion dynamisch angeregt

£ . £13 werden
anha_ Fende Partikel von g_rOBen Ob._er lachen oder » Oszillierende orbitale Beaufschlagung mit frei
spezifischen Kontrollbereichen zu [6sen und o
abzusaugen. Die Bauteile werden dabei nicht = Vibrierende Beaufschlagung

benetzt und kdnnen anschliel3end der Verwendung
wieder zugefuhrt werden. Die mikroskopische
Partikelanalyse erfolgt anschliefend anhand dem
Standard der QA Flussigkeitsanalyse.

Anwendungsbeispiele:

= Grol¥flachige Bauteile mit trocken anhaftenden
Partikeln

= Nicht nassextrahierbare Bauteile oder
Materialien, z.B. Mikro- und Prozesselektronik,
Kabelbaumen, Batteriezellen-Module, etc.

» Prufung der Bauteilsauberkeitinnerhalb des
Fertigungsprozesses zwischen einzelnen
Montageschritten

= Reinigung vor dem Verbau und der Nutzung
von Baugruppen in z.B. Leistungselektronik




QUALITATSVORSPRUNG
DURCH TECHNISCHE SAUBERKEIT.

Die konsequente Einhaltung der Sauberkeitsvorgabenist im Zuge der enormen technischen
Fortschritte nicht mehr nur Kar, sondern Pflicht geworden. Unsere vielschichtigen
Sauberkeitsanalysen helfen Ihnen die Funktion, Haltbarkeit und Qualitat sowie die reibungslose
Fertigung Ihrer Produkte zu garantieren.

= Akkreditiertes Pruflabor mit Uber 400 m?
= Extraktions- und Analyseverfahren fur die Restschmutzanalyse

»  Wettbewerbsvorteil korrelative Partikelanalyse

» Qualitative und quantitative Ermittlung filmischer Ruckstande auf Oberflachen
» Kleinst- und GroBbauteile aller Materialien
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PARTIKULARE
VERUNREINIGUNG




EXTRAKTION.

Reinraum Klasse 8 nach DIN 14644

Extraktionsmethoden:
= Spulen, spritzen, fluten, Ultraschall

= Luftextraktion (manuell oder
robotergestutzt) mit oder ohne
Bauteilanregung

Bauteildimensionen:

» Gewicht: 5g - 1.000kg, GroRe: 1 -
2.500mm

Extraktionsmedien:

= Wassrige Losung, |6semittelbasiertes
Reinigungsmedium, Luft

Normenwerke:

= VDA 19/19.1/I1SO 16232 als
Grundlage, alle anderen Normen
sind adaptierbar
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PARTIKELANALYSE.

Damit Sie sehen, was wir sehen. /3

Analyseverfahren:

= Auflichtmikroskopie

» Rasterelektronenmikroskopie

» RAMAN- und FT-IR-Spektroskopie
= Optische Partikelzahlung

Klassifizierung:

= Partikelarten: metallisch /
nichtmetallisch / mineralisch /
Fasern

= Anzahl und GrolRRenklassen

» Schadhaftigkeit: Harte,
Leitfahigkeit, Magnetismus

Normenwerke:

= VDA 19/19.1/I1SO 16232 als
Grundlage, alle anderen Normen
sind adaptierbar



AUFLICHT-
MIKROSKOPIE.

Partikelanalyse mit polarisiertem
Licht liefert Informationen Uber:

= Partikelart:

metallisch-glanzend

nicht metallisch glanzend

nicht-faserig
= Faser

=  Anzahl und GrolRenklasse der
Partikel

» Keine Materialzuordnung

= Keine Definition der
Schadhaftigkeit
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RASTER-
ELEKTRONEN-
MIKROSKOPIE.

Vollautomatisierte Partikelanalyse
mit EDX liefert Informationen tber:

= Partikelart
= metallisch-harte Partikel
= mineralisch-harte Partikel
= weiche Partikel

= elektrisch-leitfahige / nicht-
leitfahige Partikel

= magnetische / nicht-
magnetische Partikel

= Anzahl und GroRenklasse der
Partikel

* Materialzuordnung

= Definition der Schadhaftigkeit GUber
Harteklassen, Leitfahigkeit und
Magnetismus




Counts

1000

1100

1200

1300

1400 1500

Raman shift / cm-1

1600

1700

1800

1800

2000

RAMAN- & FT-IR-
SPEKTROSKOPIE.

Vollautomatische Analyse der
Partikel GUber Spektrenvergleich
liefert Informationen tber:

= Partikelart:
= Fasern
= Kunststoffe / Elastomere
= Salze

=  Anzahl und GrolRenklasse der
Partikel

* Materialzuordnung
» Definition der Schadhaftigkeit
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OPTISCHE
PARTIKEL-
ZAHLUNG (OP2).

Optische Partikelzahlung fur
FlUssigkeiten liefert Informationen
uber:

= Anzahl und GroRenklasse der
Partikel

» Keine Information zur Partikelart
» Keine Materialzuordnung
» Keine Definition der Schadhaftigkeit

5515 243,0
1525 156,0
25<50 56,0

50<100 33,0

100 < 250 15,0

250 <300 7,0

300 <500 3,0

2,0

number of particle

g8 & 8

o 8

5=15 15225 25250 505100 100250 250=300 300=500
particle size classes [pm]

500<x




INFORMATIONSVORSPRUNG DURCH
KORRELATIVE PARTIKELANALYSE.

Um schadhafte Partikel sicher zu erfassen, kombinieren wir unsere Mikroskopie-und Spektroskopie-
verfahren. So setzen wir neben der Auflichtmikroskopie auch die REM-EDX-Analyse und die RAMAN-

& FT-IR-Spektroskopie fur eine umfassende Partikelanalyse ein. Dadurch kdnnen wir organische und

anorganische Partikel eindeutig im Hinblick auf Material und Schadhaftigkeit bestimmen.

Ilhr Vorteil: Sie erhalten tiefer gehende und umfassendere Ergebnisse fur organische und
anorganische Partikel.

In Ihrem Prufbericht erhalten Sie detaillierte Informationen tber:
= Anzahlund GroRRenklasse: ab 5 pm
= Materialklassen & -zusammensetzung: Metalle, Minerale, Salze, Organik
» Schadigungsverhalten: Harteklasse, Leitfahigkeit, Magnetismus

180
160
140

1203 Mn | Si
100 Al

200um EHT = 20,004V SignalA=NTSBSD|  Mag= 193X da
[ — WD= 10.0 mm IProbe= 835 pA Dete 28 May 2018

Lichtmikroskopische Aufnahme; Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme; EDX-Analyse zur Materialbestimmung

guality analysis






FILMISCHE VERUNREINIGUNG.

Chemisch-filmische Ruckstande auf Oberflachen
kdnnen weitere Fertigungsschritte wie Kleben,
Schweil3en, Bedrucken, Montieren empfindlich
stéren oder behindern. Mit chemischer Analytik
ermitteln wir Fertigungs- und Reinigungsruckstande
wie Fett, Ol, Kuhlstoffe, Reinigungsmedien etc. -
sowohl quantitativ als auch qualitativ.

Analysemethoden:

» Ermittlung der Oberflachenspannung durch
Testtinte

» Gravimetrische Bestimmung

= Detektion der filmischen Verunreinigung durch
Fluoreszenzmessung

» Quantifizierung mittels Gaschromatographie (GC) :
mit Flammenionisationsdetektor (FID) o

= |dentifizierung und Quantifizierung mittels ]
Gaschromatographie (GC) gekoppelt mit ]

Massenspektrometer (MS) _MM

= Nachweis und Materialidentifikation mittels [l Ve
RAMAN' Und FT'IR'SpektrOSkOpie s 1000 1500 2000 2500 3000

Raman shift / cm-1
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FILMISCHE VERUNREINIGUNG.

Testtinte
» Oberflachenspannung bestimmt die Benetzbarkeit

» Messung der Oberflachenspannung auf verschiedensten
Materialien mittels Testtinte

» Je hdher der Wert der Oberflachenspannung, umso sauberer
ist die Oberflache

= Angabe der Oberflachenspannung/-energie in mN/m

Gravimetrische Bestimmung

= Extraktion durch geeignete Losemittel und Trennung der
festen Ruckstande durch Filtration

» Gravimetrische Bestimmung der Masse der [6slichen
Ruckstande nach Abdampfen des Losemittels mittels
hochgenauer Analysewaage

= Angabe in mg/Bauteil bzw. mg/m?

Quelle: Plasmatreat GmbH

Quelle: KERN & SOHN GmbH

a
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FILMISCHE VERUNREINIGUNG.

Fluoreszenzmessung

Nachweis von fluoreszierenden Stoffen, wie Fette,
Ole und Wachse, durch UV-Licht

Nachweis von nicht-fluoreszierenden Stoffen, wie
Silikondle, mittels beigemischten
fluoreszierenden Farbstoffen

Beruhrungsloser Nachweis von organischen
Substanzen auf metallischen Oberflachen

Referenzwert: saubere Oberflache

Je héher der gemessene Fluoreszenzwert desto
starker die filmische Verschmutzung

Angegebener Messwert: RFU (relative
Fluoreszenzeinheiten)

Quelle: SITA Messtechnik GmbH
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FILMISCHE VERUNREINIGUNG.

Nachweis und Quantifizierung mittels
Gaschromatographie gekoppelt mit einem
Flammenionisationsdetektor (GC-FID)

= Extraktion durch geeignete L6semittel -

388, 0RE5888 S

= Analyse der gelosten organischen Ruckstande

= Ergebnis: Summe der |6slichen organischen
Verunreinigungen in mg/Bauteil bzw. mg/m?

PP rEIEIRERE NN
220389 abhrbe YNy

gepe

|dentifizierung und Quantifizierung mittels
Gaschromatographie gekoppelt mit einem
Massenspektrometer (GC-MS)

8 e S e b b &8 B
8 3 3 5 & 5 § 4 § R

Extraktion durch geeignete Losemittel

Analyse der geldsten organischen Ruckstande

Ergebnis: Summe der |6slichen organischen
Verunreinigungen in mg/Bauteil bzw. mg/m? 4 e

18.886
h A ; L

|dentifikation einzelner Komponenten AU B b Rmr e ¥ AR AT R d e e .

Ee bt ettt
G h 8 % 85 § g g

a
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FILMISCHE VERUNREINIGUNG.

Nachweis und Identifizierung mittels RAMAN- und FT-
IR-Spektroskopie

= Untersuchung von Olen, Fetten, Kiihlschmierstoffen,
Reinigern, Konservierungsstoffen, Losungsmitteln
und mehr

= Untersuchung direkt auf der Bauteiloberflache

» Eindeutiger Nachweis und Identifizierung der
Verunreinigung

» |dentifizierung der Verunreinigung mittels Referenz-
Datenbanken

Raman shift / cm-1

a
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PARTIKELMONITORI




PARTIKELMONITORING.

Partikelfallenanalyse fur das Monitoringvon
Umgebungseinfllissen

Bewertung mit/ohne lllig-Wert-Berechnung =
partikularer Niederschlag pro Stunde pro 1.000 cm?

PN 39564 (3

/' fartilukfale \

PF 208-44-22. -4

= Summe aller Partikel mit gewichteten \
GrolRenklassen bezogen auf eine Zeiteinheit

03.42. 42

Erfassung von EinflussgrofRen in:
» Produktion- oder Logistikumgebung
= Haustechnik
= Organisation
» Gesamte Logistik- und Wertschdpfungskette

Wichtig fur die Ruckschluss auf die Bauteilsauberkeit

Systematische Kurzzeit- oder Langzeitanalyse
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MATERIALOGRAPHIE

guality analysis



WIR BLICKEN TIEF INS DETAIL.

Optimieren Sie Prozesse und Prozesse mit aussagekraftigen Analysen: Unsere mikroskopischen und
spektroskopischen Analysen unterstutzen Sie dabei, Materialien zu charakterisieren,

Produktionsprozesse zu Uberprufen, Schaden zu vermeiden, Ursachen im Schadensfall zu finden und
Prozesse in der Produktentwicklung zu optimieren.

» Detaillierte und zuverlassige Analyseergebnisse dank langjahrigem Know-how
= Akkreditiertes Pruflabor mit Gber 400 m?

» Hochmodernes und spezialisiertes Analyseequipment: Zeiss, Renishaw, Bruker, Struers, Agilent,
Netzsch

=  Kleinst- und GrolRbauteile aller Materialien

guality analysis



WAS GIBT ES NEUES?

Einstiegin die Nanoanalytik

Das ZEISS Crossbeam 350 ist ein hochauflosendes
Rasterelektronen-Mikroskop (REM) mit einem
fokussierten lonenstrahl (Ga-FIB) und einem
integrierten Femtosekundenlaser. So erhalten wir
Einblicke in das Innere einer Probe und kdnnen
gleichzeitig mit dem lonenstrahl Material in
kleinsten Mengen lokal abtragen und damit diese
Querschnitte der Probe direkt fur das REM
freilegen.

Erweiterung des Mikroskopie-Spektrums

Das konfokale Laser Scanning Mikroskop LSM 900
MAT von ZEISS ist ein ideales Instrument fur die
Materialuntersuchungen. Damit kdnnen wir
lichtmikroskopisches und konfokales Imaging
kombinieren. Wir erhalten dadurch ein prazises,
dreidimensionales Imaging und erweitern unser
Spektrum durch Topographieanalysen von
Nanomaterialien, Metallen, Polymeren und
Halbleitern.

Quelle: Carl Zeiss AG
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WAS GIBT ES NEUES?

Kontrastreiche und detaillierte Darstellung von
Mikrorissen mittels Fluoreszenzmikroskopie

Unser neues Fluoreszenz-Stereomikroskop ZEISS Stereo
Discovery.V12 bietet uns die Moglichkeit
Mikrorissverlaufe an Kunststoffgehdausen, wie z.B.
Steckverbindungen der Elektronikindustrie oder auf
Leiterplatinen mit hohen Kontrasteffekten darzustellen
und zu bewerten.

Das fluoreszierendem Benetzungsmittel (zumeist leicht
viskos, 6lige Flussigkeit) kann direkt auf der
Bauteiloberflache oder erst nachtraglich im praparierten
Schliff verwendet werden. Es zieht in den Riss ein und
verbleibt dort ohne zu verlaufen.

Dadurch ergeben sich folgende Analysemadglichkeiten:

» Feststellung von Mikrorisse und -verldufe direkt auf
der Bauteiloberflache (besonders geeignet fur
Kunststoffe)

= Kontrastreiche Darstellung von Isolationsgelen/Massen
der Halbleiterindustrie im praparierten Schliff (haufig
bei elektronischen Komponenten)

= Darstellung von Mikrorissen und -verlaufe im
praparierten Schliff

Quelle: Carl Zeiss AG
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WAS GIBT ES NEUES?

Stresstest + Analytik

Detektion und Analyse von Materialveranderung und
Bauteilverhalten durch gezielte Stresssimulationen, wie

» Thermisches Stressen: Temperaturschock,
Klimawechsel oder Temperaturwechsel

= Stressen unter definierten Umgebungsbedingungen
(Umweltsimulation)

= Korrosionswechseltest
» Salzspruhnebeltest

Durch die gezielte Anwendung von Bauteilstress-
simulationen kdnnen wir in der nachgelagerten Analytik
Formveranderungen am Bauteilen oder Fehlerbilder, wie
z.B. Risse, Bruche, EinschlUsse oder Montagezustande
detektieren und analysieren. Wir bieten hierfur eine
grol3e Bandbreite an zerstdérungsfreien und zerstérenden
Analysemdglichkeiten.

Insbesondere fur Elektronikkomponenten, wie z.B.
Leiterplatten, aber auch Kunststoff- oder
Keramikbauteile bietet die umfangreiche Analytik ein
besseres Verstandnis Uber die Schadigungsverlaufe und
das Schadigungsverhalten am Bauteil.
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METALLOGRAPHIE.

Zerstdérende Werkstoffprafung zur
quantitative und qualitative
Analyse von Materialeigenschaften
metallischer Werkstoffe

Metallographische
Probenpraparation

Prafung von Lot- und
SchweilRverbindungen

Geflgeuntersuchung
Schichtdickenmessung
Rasterelektronenmikroskopie
Harteprafung

Funkenemissionsspektroskopie
(OES)
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ZUG- UND
BIEGEPRUFUNG.

Standardisierte Zug-, Druck-, Biege-und
Scherprifungen an Materialien und Bauteilen durch,
wie z. B.

= Ein- und Auspressversuche an Komponenten und
Bauteilen an Leiterplatinen

» Biegeversuche an Lotverbindungen bei komplexen
Schnittstellen

= Scherprufungen bei Klebeverbindungen und/oder
Jelly Rolls (gewickelte Batterien)

Analysegerate:
ZwickRoell ProLine

Xforce HP Krauftaufnehmer, Nennkraft 10 kN

Genauigkeitsklasse 1 (ISO 7500-1) ab 20 N -inkl. Kalibrierschein DIN EN ISO/IEC 17025
Genauigkeitsklasse 0,5 (ISO 7500-1) ab 100 N -inkl. Kalibrierschein DIN EN ISO/IEC 17025
Typische relative Anzeigenabweichung <0,25% ab 40 N, >1% ab 100 N

Xforce HP Krauftaufnehmer, Nennkraft 100 kN
Genauigkeitsklasse 1 (ISO 7500-1) ab 0,2 N -inkl. Kalibrierschein DIN EN ISO/IEC 17025 G . .
Genauigkeitsklasse 0,5 (ISO 7500-1) ab 1 N —inkl. Kalibrierschein DIN EN ISO/IEC 17025 quality analysis




Hochauflésende Darstellung und
Analyse von Oberflachenund
Strukturen

Abbildung der Topographie von
verschiedenen Materialien und
Bauteilen

Tiefenanalyse
Darstellung von Materialkontraste

Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung (EDX-Analyse)von
Oberflachen und Beschichtungen

Vollautomatische Partikelanalyse mit
Smart PI

Analysegerate:
ZEISS EVO 15, MA 25, Supra 40VP,
Crossbeam 350

guality analysis



SCHADENS-
ANALYSE.

Systematische Schadensanalyse von
statisch und dynamisch
beanspruchten Bauteilen

» Bruchflachenanalyse

» Rissanalyse

» Korrosionsuntersuchung

= Uberprifung von SchweiRfehler

» VerschleiBuntersuchung
(Tribologie)

= Analysemethoden:
Probenpraparation, Licht- und
Rasterelektrononenmikroskopie,
Harteprdfung, OES, u.v.m.




FIB-SEM-
MIKROSKOPIE.

3D-Bildgebung mit der Praparation
im Nanomalstab

= Zielpraparation thermisch
empfindlicher Schichten ohne
Hitzeeintrag (Querschnitt) mittels
Femto-Sekunden-Laser

» Untersuchung von Beschichtungen
und Schichtsystemen

» Untersuchung von Fehlstellen, wie
z.B. Risse oder Einlagerungen von
Fremdmaterial

|4 = Untersuchung von Gefuge-
. strukturen, Ablagerungen an den

o Korngrenzen und intermetallischen
Phasen

E® — = Untersuchungvon elektronischen
Baugruppen

L

AU AL

|'\|‘
>

Analysesystem:
ZEISS Crossbeam 350 Ca
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TECHNISCHE AUSSTATTUNG.

Materialographie

Vielseitige Licht-, Laser- und Elektronenmikroskope fur umfangreiche Materialanalysen, z.B. fur die
Analyse von Schichtdicken oder Schweil3nahten, Gefligeuntersuchungen oder fur die systematische
Schadensanalyse.

E i =
“. =a £ 3

i -wu= - —r

\ - | " F
‘rrJ !,\;! — ’

ZEISS ZEISS ZEISSSTEREO ZEISSAXIO ZEISSLSM ZEISSEVO ZEISSEVO ZEISSSUPRA  ZEISS CROSSBEAM

AXIOLAB.AT SMARTZOOMS5 DiscoveryV12  IMAGER.M2M 900 MAT 15 MA25 40 VP 350
| | | | | | | | | Auflbsuné
2pum 1pm 250nm 100 nm <3nm <2nm <1 nm

Quelle: Carl Zeiss AG
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CHEMISCHE
ANALYTIK
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UMFANGREICHE ANALYSEN MIT VIELSEITIGEN
EINSATZMOGLICHKEITEN.

In unserem Labor fur chemische Analysen qualifizieren und quantifizieren wir chemische Substanzen
unter Verwendung unterschiedlicher Analysemethoden der nass-chemischen Analytik und der
instrumentellen Analytik. Wir begleiten analytisch Ihren Produktions- oder Entwicklungsprozess und
analysieren Kunststoffe, chemisch-filmische Ruckstande, partikulare Verschmutzungen und

Wasserproben.
» Detaillierte und zuverlassige Analyseergebnisse dank hoch spezialisierten Experten

=  Akkreditiertes Pruflabor mit Uber 400 m2

» Hochmodernes und spezialisiertes Analyseequipment: Renishaw, Bruker, Agilent, Netzsch,
Hach

guality analysis






DYNAMISCHE DIFFERENZKALIOMETRIE (DSC).

Ermittlung von DSC-Kennwerten zur
Werkstoffcharakterisierung thermischer Eigenschaften

» Bestimmung der Schmelztemperatur
» Bestimmung der GlasUbergangstemperatur

» Bestimmung von Enthalpien (Schmelz-,
Kristallisations-, Umwandlungs- und Reaktionswarme)

» Bestimmung der Kristallinitat

» Bestimmung der spezifischen Warmekapazitat

Diese Kennwerte geben Informationen zu/zur:

= Werkstoffidentitat und Rezepturbestandteilen
» Modifikationen und zusatzlichen Komponenten
= Reinheit/Verunreinigungen

» Thermische Vorgeschichte

» Tempereffekten

» Kristallinitat/-grad

= Aushartezustand/-grad Ca
guality analysis




THERMOGRAVIMETRISCHE ANALYSEN (TGA).

TGA zur Messung von Masseanderungen einer Probein
Abhangigkeit von Temperatur oder Zeit:

» Quantifizierung der Werkstoffzusammensetzung
» Polymeranteile
= Weichmacheranteile

» Fullstoffgehalte (Glasfaser, Rul3, Kreide, andere
anorganische Fullstoffe)

= Restmasse/Asche

» Untersuchung des thermischen Zersetzungsverfahren

» Bestimmung der Zersetzungstemperaturen
(Anfang/Mitte/Ende)

= Zur genauen Identifizierung und Quantifizierung
austretender Zersetzungsprodukte und flichtiger
Bestandteile bieten wir eine Kopplung der TGA mit FT-
IR-Spektroskopie und GC-MS an.
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400
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SPEKTROSKOPISCHE ANALYSEN.

Mit der RAMAN-und FT-IR-Spektroskopie
charakterisieren wir Materialien einfach und schnell.
Beide Methoden liefern ein Spektrum, das fur die
spezifischen Schwingungen eines Molekuls
charakteristischist, sozusagen ein ,molekularer
Fingerabdruck”.

Analysemoéglichkeiten:

= |dentifikation von Kunststoffen, Fasern und kleinsten
Partikeln (ab Tpm)

= Nachweis von Verunreinigungen
» Quantitative Bestimmung bekannter Substanzen

Absorbance Units
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0.1

0.0

_m——_—.ﬁ

U

Copy right 2013 Bruker Optik GmbH
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GASCHROMATOGRAPHIE MIT

MASSENSPEKTROMETRIE (GC-MS).

Mit der GC-MS-Analyse untersuchen wir
Kunststoffproben auf fltichtige organische
Verbindungen. Die Stoffgemische trennen wir dazu
chromatographisch in die Einzelsubstanzen und
identifizieren und quantifizieren sie dann uber das

Massenspektrometer (MS).

Analysemdglichkeiten:
Weichmacher

Vulkanisationsmittel

Losemittel

Flammschutzmittel
= Ole

T ITM T

Blindprobe

Fefof Cof.-C-C
Sy8883. . BEGEREDY

. Pofrfecpfel
9 BEERGC RS SEUEER

42 44 45 483 5 52 54 5
Aesponse Unks vs. Acoutstion Time (mi)

Ethylenglykol Standard

Ethylenglykol

€eBel EBrLrEch
§eEsE. Rrinkok

Probe

Ethylenglykol

N\

42 44 46 48 5 52 54
Resporse Uns va. Accussion Teme ()
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KARL-FISCHER-TITRATION (KFT).

Mit der Karl-Fischer-Titration bestimmen wir den
exakten Wassergehalt in Kunststoffproben. Die
Ergebnisse dieses Verfahrens sind unabhangig von der
Art der Probe sowie der Anwesenheit anderer fluchtiger
Bestandteile und stehen innerhalb kurzester Zeit zur
Verfugung.

Analysemethoden:

= Coulometrisches und volumetrisches Verfahren mit
Ofentechnik

» Bestimmung von 0,001% bis 100%

Analysesysteme:
= Metrohm Titrando 852
= Metrohm 874 Oven Sample Processor
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METHODEN UND
ANWENDUNG.

Prufung von wassergemischten Kiihlschmierstoffen
(KSS), Kihlwasser, Prozesswasser und Reinigungsbader

* pH-Messung
» Leitfahigkeitsmessung
» Bestimmung der Wasserharte

» Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs
(BSD) nach DIN-EN 1899-1

» Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB)
nach DIN-ISO 15705

» Bestimmung des gesamten organischen Kohlestoffs
(TOC) nach DIN-EN 1484

» Trubungsmessung nach DIN EN ISO 7025

» Farbmessung (photometrisch) nach DIN EN ISO 7887
(Farbzahl, Hazen, Jod, Gardner, Yellowness)

» Quantitative Bestimmung von organischen und
anorganischen Inhaltsstoffen (wie z.B. Nitrite, Nitrate,
Sulfate, Ammoniak, usw.)







FILMISCHE VERUNREINIGUNG.

Chemisch-filmische Ruckstande auf Oberflachen
kdnnen weitere Fertigungsschritte wie Kleben,
Schweil3en, Bedrucken, Montieren empfindlich
stéren oder behindern. Mit chemischer Analytik
ermitteln wir Fertigungs- und Reinigungsruckstande
wie Fett, Ol, Kuhlstoffe, Reinigungsmedien etc. -
sowohl quantitativ als auch qualitativ.

Analysemethoden:

» Ermittlung der Oberflachenspannung durch
Testtinte

» Gravimetrische Bestimmung

= Detektion der filmischen Verunreinigung durch
Fluoreszenzmessung

» Quantifizierung mittels Gaschromatographie (GC) :
mit Flammenionisationsdetektor (FID) o

= |dentifizierung und Quantifizierung mittels ]
Gaschromatographie (GC) gekoppelt mit ]

Massenspektrometer (MS) _MM

= Nachweis und Materialidentifikation mittels [l Ve
RAMAN' Und FT'IR'SpektrOSkOpie s 1000 1500 2000 2500 3000

Raman shift / cm-1
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PARTIKULARE
VERUNREINIGUNG




PARTIKULARE VERUNREINIGUNG.

Organische und anorganische Partikel sowie Fasern
kdnnen langfristig zu Funktionseinschrankungen bis
hin zur Systemschadigung fuhren. Mittels Raman-
und FT-IR-Spektroskopie identifizieren wir
organische und anorganische Partikel und Fasern
auf relevanten Oberflachen im Rahmen der
Technischen Sauberkeit.

Vollautomatische Analyse der Partikel Gber
Spektrenvergleich liefert Informationen Uber:

» Partikelart
= Fasern
» Kunststoffe / Elastomere
= Salze

» Anzahl und GroRRenklasse der Partikel
= Materialzuordnung
» Definition der Schadhaftigkeit
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TECHNISCHE AUSSTATTUNG.

Chemische Analytik

Leistungsstarke Systeme zur qualitativen und quantitativen Analyse organischer und anorganischer
Substanzen, wie z.B. Kunststoffe, filmische Verunreinigungen und Partikel.

J & \i"' ke

NETZSCH DSC Bruker NETZSCHTG 209 Agilent8890GC Bruker RENISHAW ; Metrohm 874 Oven
204 F1 Phoenix Invenio-S F1 Libra (MS&FID) LUMOS inVia Qontor MetrohmTitrando852 g5y pje Processor
1 1 1 ]
J L -

TG-FT-IR-Kopplung TG-GC-MS-Kopplung
Quelle: Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG, Agilent Technologies Inc. Bruker Corporation, Renishaw GmbH, Deutsche METROHM GmbH & Co. KG

Mit folgenden Analysegeraten prufen wir wassergemischte Kuhlschmierstoffe, Prozesswasser und
Reinigungsbader:

Hach Lange Hach
DR 6000 UV-VIS TL2310
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NORMENGERECHTE PRUFVERFAHREN.
AUSGEZEICHNETE QUALITATSSICHERUNG.

Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Unsere Akkreditierung bedeutet fur Sie vor allem eins: Sicherheit. Sie kdnnen sich auf hohe
Sicherheitsstandards, exzellente Leistungen und garantierte Qualitatsstandards verlassen. Wir
begleiten Sie als Partner in der Produktentwicklung, bei Innovationen und sichern gemeinsam mit
Ihnen die Produktqualitat.

Vorteile der Akkreditierung:

» Unparteilichkeit und Vertraulichkeit

» Internationale Gultigkeit (ILAC)

» Verlasslichkeit durch Konformitatsbewertung

» Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit

= Normenkonforme Mess- und Analysemethoden

» Hdchste Anforderungen an den technischen Standard

= Kontrolle des Managementsystems und der
Kompetenz des Fachpersonals e {( DAKKS
LE

NN Deutsche
Dl Alkreditierungsstelle
D-PL-11108-01-00

* Den Umfang der Akkreditierung entnehmen Sie dem Anhang unserer Akkreditierungsurkunde. Diese finden Sie auf unserer Homepage. qua | ICy ana |yS|S



QUALITATSSICHERUNG IN NURTINGEN
UND DER SCHWEIZ.

Von unseren Standorten ist eine weltweite Realisierung Ihrer Projekte mdglich.

DEUTSCHLAND

Grol3er Forst 1
D-72622 Nurtingen

WWw.ga-group.com

SCHWEIZ

Badenerstrasse 13
CH-5200 Brugg

WWw.ga-group.com
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ANSPRECHPARTNER.
INDUSTRIELLE MESSTECHNIK & INDUSTRIELLE COMPUTERTOMOGRAPHIE

DEUTSCHLAND

Peter Ernst
Geschaftsfuhrung
COO

Sascha Raschinsky
Vertrieb

Telefon +49 (0) 7022 2796-620
Mobil  +49(0) 152 299 289 70
Email  p.ernst@ga-group.com

Telefon +49(0) 7022 2796-623
Mobil  +49(0) 176 403 646 37
Email  s.raschinsky@qa-group.com

Peter Mohl
Vertrieb

Telefon +49 (0) 7022 2796-622
Mobil ~ +49(0) 173 947 9327
Email  p.mohl@qga-group.com
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ANSPRECHPARTNER.

DEUTSCHLAND

Julia Banzhaf

Sascha Raschinsky
Vertrieb

Vertrieb

Telefon +49 (0) 7022 2796-631
Mobil ~ +49(0) 172 615 234 6
Email  j.banzhaf@ga-group.com

Telefon +49 (0) 7022 2796-623
Mobil  +49(0) 176 403 646 37
Email  s.raschinsky@ga-group.com

Jasmin Krammer
Vertrieb

Telefon +49 (0) 7022 2796-630
Mobil ~ +49(0) 176 563 146 20
Email  j.krammer@qga-group.com
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ANSPRECHPARTNER.

ALLE BEREICHE

SCHWEIZ

Sascha Raschinsky
COO
Technologie und Vertrieb

Telefon +41(0) 56 223 954 6
Mobil ~ +41(0) 79 155 108 7
Email  s.raschinsky@qa-group.com
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